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Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС) внутренних уровней 
является прямым методом исследования параметров химических связей в сложных 
оксидных соединениях. При образовании оксидной химической связи валентные 
электроны смещаются от металла к кислороду, что в свою очередь приводит к 
значительному изменению экранирования внутренних электронных оболочек и, 
соответственно, к изменению энергии выхода (ЭВ) фотоэлектронов с внутренних 
оболочек атомов. Данный эффект может быть обнаружен как изменение ЭВ в РФЭС 
спектрах [1-3]. Обычно свойства W-O связей в вольфраматах рассматриваются с 
использованием значений ЭВ для линий O 1s и W 4f7/2. В качестве структурного 
параметра оптимально применять среднюю длину химической связи L(W-O) в 
кристалле. Однако разность ЭВ значений D(O-W) = ЭВ(O 1s) – ЭВ(W 4f7/2) более 
чувствительна к изменениям ионности химических связей [3]. Кроме того, такой 
параметр нечувствителен к разнице в калибровке шкалы ЭВ, которая всегда 
проблематична при исследовании диэлектрических материалов. В настоящем 
исследовании составлена общая диаграмма для вольфраматов с известными 
структурными и электронными параметрами. Для построения данной диаграммы 
использованы результаты собственных измерений и литературные данные. 
Установлено, что параметр D(O-W), характеризующий усредненную ионность связей 
W-O, практически не зависит от типа координации ионов W6+  ионами кислорода. Для 
соединений MWO4 (M = Fe, Co, Zn), относящихся к структурному типу вольфрамита, 
обнаружено существование плотного кластера, что говорит об идентичности средней 
ионности связей W-O в кристаллах данного семейства. В то же время параметр D(O-W), 
измеренный для NiWO4, значительно превышает общий уровень. Можно 
предположить, что в РФЭС эксперименте измерялся порошковый образец с высокой 
концентрацией OH групп на поверхности, что и привело к некоторому завышению 
значений ЭВ(O 1s) и D(O-W). Таким образом, для данного вольфрамата необходимо 
проведение повторных РФЭС измерений с использованием аккуратно приготовленного 
образца.    
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